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Resumen: 
 
Las técnicas de imágenes por rayos X de contraste de fase y de campo oscuro 
proporcionan información complementaria a la que se obtiene con la imagen 
convencional de atenuación. Sin embargo, estos métodos normalmente requieren 
dispositivos experimentales sofisticados (ej. interferómetros) o haces de rayos X con 
propiedades específicas. Recientemente, la técnica basada en análisis de speckle ha 
mostrado un gran potencial [1-2]. En particular, en ref. [3] se ha propuesto un método 
para obtener simultáneamente las imágenes de atenuación de contraste de fase y de 
campo oscuro mediante la iluminación del objeto a través de papel abrasivo. Se ha 
demostrado que el método puede llevarse a cabo utilizando una fuente de rayos X de 
microfoco que emite un espectro de rayos X policromático similar al emitido por los 
tubos de rayos X utilizados en los sistemas hospitalarios. El método reduce las 
restricciones de coherencia, monocromaticidad del espectro de radiación, así como 
las asociadas al tamaño de pixel de detector de imagen. 
El objetivo de este trabajo es estudiar la viabilidad de implementación de este método 
de campo oscuro utilizando el tubo de rayos X microfoco instalado en el laboratorio 
de Micro-CT de la UCM. 

Metodología: 
 
El trabajo inicial consiste en un análisis bibliográfico y de las características del equipo 
de Micro-CT. Con la información extraída se abordará la elaboración de una 
propuesta de configuración optima del sistema para la implementación del método 
que será ensayado experimentalmente. Los resultados obtenidos serán valorados 
bajo la perspectiva de la posibilidad de poner en marcha esta técnica en el laboratorio 
de Micro-CT como técnica complementaria para el análisis de muestras. 

Conocimientos previos recomendados: 
 
Se recomienda tener conocimientos de programación en MATLAB. 
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